
まえがき＝高エネルギイオンを用いた表面分析手法であ
る RBS（Rutherford Backscattering Spectrometry）法は，
試料中の元素の種類，組成を深さ方向に非破壊，定量的
に比較的短時間で測定できるという特長をもち，試料の
深さ方向の定量分析手段として広く用いられてきた。し
かしながら，半導体産業をはじめとした材料開発の分野
では，ナノメータ∵





広がりをもった散乱イオンは電磁石により発生された磁
場によりエネルギに応じた半径の軌道を描き，位置検出





あり，Zr 以外の元素に対応するスペクトルにもよくフィ
ットしていることがわかる。これは，χ


